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SHADOW MQIRE AND ITS APPLICATION
TIENOVE MOIRE A JEHO APLIKACIA

Pavlik M.

The paper deals with the topic of the shadow moiré and

also with the utilization of this phenomenon for the

solution of the plates. Geometricel dependences betwe-

en a value of an interference order of moiré fringes

and a magnitude of a deflection and also between para-

meters, which characterise an overall arrangement of

an experiment, result from a theoretical analysis of

a shadow moiré.

Uvod
Ne meranie priehybov dosky, pripadne steny na bulenie

je vyYhodné aplikovat metddu projek&ného alebo tienového moiré.
Tienové moiré vznikéd eko dOsledok interakcie &iar mrieZky-ras-
tra /referen®nd mrieZka/ a jej vrhnutymi tienmi nea matnom po-
vrchu skumsného objektu /informe&nd mrieZka/. Preto%e vznik4d
na povrchu skumaného objektu /povrch deformovenej dosky/ pos-
kytuje toto moiré hodnoty premiestnenf bodov povrchu dosky
v smere kolmom na pdvodny, referen&nu plochu.

Vznik tienového moiré

Predpokladajme, %e povrch objektu md tvar valca a &iary
rastra /mrieZky/ nech su rovnobeZné s jeho hlavnymi povrchovy-
mi priemkami /obr.l/. Pri osvetlenf mrieZky je vrhnuty jej
tien nae matny povrch objektu, &f{m vznikd na objekte /PO/tie-
novy obraz mrieXky. Interakciou tienového obrazu mrielky a vla-
stnej mrie?ky M vznikaeji na deformovanej ploche, povrchu objek
tu /P0/,teda v réznych vzdialenostiach od referenlnej mrielky,
interferen&né pruhy moiré, ktoré definujy na povrchu objektu
miesta rovnako vzdialené od roviny refereninej mriefky.V pri-
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Obr.6

e povrch objektu /PO/ mé v3eobecny tvar, premietnutim

linedrnej mriefky M na takyto povrch vzniké tienovy obraz

mrieZky s nelinedrnymi &ia-
rami,ktoré su prekryté mrier-
kou M,%im vznikajui interfe-
renéné pruhy moiré v3eobec-
ne zakrivené.

Pri prekryt{ svetlych miest
tiena /obr.2/so svetlymi
iarami /medzerami/ mrieZky,
pri kolmom pohlade na mrieZ-
ku zo strany fotogrefického
pristroja,pozorujeme svetlé
pruhy moiré.Ak sa kryju tma-



vé miesta tienu so svetlymi medzerami mrieiky pozorujeme tma-
vé interferen®né pruhy moiré /obr.3/. Hodnoty interferenného
radu s dané vztahom s

n=E

Podla obr.4 vznikne interferenny pruh moiré s n = 2 v tej
vzdialenosti od mrieZky M,n=0, kde sa kryje tien ur&itej /nul-
tej/ svetlej Ziary mrieZky s druhou svetlou &iarou mrieiky M.
Teda plati, Ze

:-n-=—29—=
n a a 2
Svetlym interferen&nym pruhom moiré budd priradené celé hodno-
ty interferen&ného radu. Podobne sa dd dokézat, Ze tmavym in-

terferendnym pruhom moiré treba priradit polovi&né hodnoty in-
terferen&ného radu /obr.5/. Celé a poloviiné hodnoty interfe -

ren&ného radu su tieZ urované na obr.6.

Urlenie priehybovej plochy dosky

Pri osvetlenf mrielky M s linedrnymi &iarami /obr.7/
vznikd na povrchu modela tienovy obraz mrieZky, ktory je zdvis-
1y od povrchu modela dosky. Pri pdsobeni zataZenia sa model
dosky zdeformuje a vrhnuty tien mriefky M vytvdra nelinedrnu
mrieZku -raster, ktorej &iary su deformované v zdvislosti na
prehnutom tvare dosky. Interakciou tienového obrazu mrieZky na
povrchu dosky a vlaestnej mrieZky M vznikejui interferen&né pru-
hy moiré, ktoré uddvaju na doske miesta rovnako vzdielené od
roviny mrieZky M. Nech vzdialenost n-tého interferen&ného pru-
hu moiré od mrieZky M je h,, pre ktoru platt

_n-a-d
Pn b-n-d

Pri znémej vzdialenosti c mrieZky M od modela dosky uriime sa-
motny priehyb dosky zo vztahu

v, = hn- c
Ak volime ¢ = O ziskame interferen&né pruhy moiré, ktoré pred-
stavuji vrstevnice priehybovej plochy skumanej dosky.
Zdver

Tienové moiré moZno Uspene vyuiit pri urfovani tvaru
kon3trukci{ naméhanych ne ohyb. Interferen&né pruhy moiré vzni-
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kajdi na povrchu skimaného objektu prifom ho topograficky zob-
razuju. Citlivost metody tienového moiré je zdvisld na kroku
d mrieZky M a na uhle d% dopadu svetelnych 1udov. Pre ziska-
nie rovnekej intenzity interferen&nych pruhov moiré je vyhod-
né pou2it dva bodové svetelné zdroje /obr.7/ napr. diaprojek-
tory.
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